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Радиационно облученные кристаллы широко используются в элек-

тронике, дозиметрии, лазерной технике [1]. Поэтому радиационные де-

фекты в них интенсивно исследуются. Недавно были обнаружены и оха-

рактеризованы прикластерные центры окраски (ПКЦО) в кристалле фто-

рида лития, установлены их составы и процессы агрегации, которые 

протекают c их участием [2, 3].  

В данной работе приводятся результаты исследований разных типов 

ПКЦО в других кристаллах. В качестве исследуемых образцов выбраны 

кристаллы фторида натрия (NaF) и фторида магния (MgF2).  

Исследовались образцы из NaF и MgF2 в виде нанокристаллов разме-

рами менее 1 мкм. Нанокристаллы изготавливались путем механическо-

го фрагментирования кристаллов NaF и химически чистых таблеток 

MgF2, соответственно. Радиационные дефекты в образцах создавались γ-

квантами от источника 60Co. Люминесцентные измерения проводились 

на спектрофлуориметре SM-2203 (SOLAR, Belarus). Регистрировались 

спектры фотолюминесценции и возбуждения фотолюминесценции. Из-

мерения проводились при температурах 77 К и 293 К. Во всех случаях 

интенсивности полос были пропорциональны концентрациям соответ-

ствующих центров окраски. 

Обнаружены новые полосы в спектрах фотолюминесценции и воз-

буждения фотолюминесценции γ-облученных нанокристаллических об-

разцов из NaF и MgF2, не повергнутых дорадиационному отжигу. Опре-

делено, что в данных кристаллах образуется несколько различных типов 

прикластерных центров окраски. Установлено влияние дорадиационного 

отжига на эффективность образования этих дефектов. 
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